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(54) Prüfmittel und Verfahren zur Kontrolle des Offset- und Digitaldrucks

(57) Es wurden ein neues Prüfmittel und Verfahren
zur Ermittlung drucktechnischer Parameter entwickelt.
Die Erfindung betrifft ein Muster von Aufzeichnungs-
punkten, welches derart verkleinert wird, dass es für den
Beobachter nahezu unsichtbar ist. Dieses Testtarget
wird mikroskopisch vergrössert und vorzugsweise via
CCD-Kamera erfasst. Das Signal zu Rausch Verhältnis
der Messung wird vorteilhafterweise erhöht, indem über
mehrere aufeinanderfolgende Druckmuster gemittelt

wird. Mittels hochentwickelter Bildanalayse ist es mög-
lich, die drucktechnischen Parameter direkt aus den mi-
niaturisierten Mustern zu bestimmen. Die Massnahmen
zur Verkleinerung des Testtargets werden beschrieben.
Sodann ist beispielhaft die Anwendung auf den Typus
einer Prozesskontrolle skizziert, welche im wesentlichen
auf den geometrischen Merkmalen eines bestimmten
Punktmusters gründet.
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